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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

e Annuaire de la CEl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de
séparés traitant chacun d'un sujet défini.
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publicationé is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following [EC
sources:

e |EC Bulletin

1 separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be

/nal lecixotechnical Vocabulary (IEV), which is
qEa%:
west. See also the IEC Multilingual

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols fo be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— 1EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PLANS ET REGLES D’ECHANTILLONNAGE
POUR LES CONTROLES PAR ATTRIBUTS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les qu&stions techniques, préparés par de Comxt&s d’Etudes

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréée e te S : ités pationaux.

3) Dans le but d’éncourager Punification internationale, la CEI expri
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la C
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Etats-Unis Tchécoslovaquie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAMPLING PLANS AND PROCEDURES
FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b
sense.

3) In order to promote mternatlonal umﬁcation, the IEC expresses the wish that all

indicated in the latter.

mittee No. 56, Reliability of Electronic
Components and Equipment. '
A draft was discussed at th¢

56(Central Office)29, was
Rule in September 1970.

iy May 1970. As a result, a draft, document
ittees for approval under the Six Months’

Netherlands

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet
Germany Socialist Republics
Israel United Kingdom

Ttaly United States of America
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PLANS ET REGLES D’ECHANTILLONNAGE
POUR LES CONTROLES PAR ATTRIBUTS

1. Objet

1.1 But

La présente recommandation a pour but de donner des plans et des régles d’échantillonnage
pour les contrdles par attributs. Lorsque cela est prescrit par Iautorité responsable, les cahiers
des charges, les contrats, les instructions de contrdle ou autres textes devronh\g’y référer, et les
dispositions qu’elle contient devront étre respectees «L’autorité resp - a étre désignée
dans I’'un de ces textes.

Note. — L’autorité responsable peut étre le client. -

1.2 Domaine d’application

Les plans d’échantillonnage contenus dans cg”docume Rplicables notamment, mais

a) produits finis
b) composants ou matiéres pre
¢) opérations (phases d’usinage
d) matériels en cours de fabricatjc
e) fournitures en stock
f) opérations d’ept

Ces’ pl ns sQ
étre e p
consulteresCo

Le controle par attributs est soit un contrdle ou chaque individu est simplement classé en
défectueux ou non défectueux, soit un contrdle ol I'on compte le nombre de défauts par individu,
conformément 4 une spécification déterminée ou & un ensemble de spécifications.

L5 Indzwdu ou unité élémentaire d’échantillonnage

Le terme d’individu désigne ce qui, dans un contrdle, fait ’'objet d’un classement en défectueux
ou non défectueux, ou donne lieu au comptage du nombre de défauts. Ce peut étre un objet unique,
une paire, un ensemble, une longueur, une aire, une opération, un volume, un composant de
produit fini ou le produit fini lui-méme. L’individu peut étre ou non le méme selon qu’il est une
unité d’achat, de livraison, de fabrication ou d’expédition.
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SAMPLING PLANS AND PROCEDURES
FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES

1. Scope

1.1 Purpose

This recommendation establishes sampling plans and procedures for inspection by attributes.
When specified by the responsible authority, this recommendation shall be called up in the speci-
fication, contract, inspection instructions or other documents and the provigions set forth herein
shall govern. The “responsible authority” shall be designated in one of thie abgve documents.

Note. — The responsible authority may be the customer.

1.2 Application

Sampling plans designated in this publication are app ed, to inspection of

the following:

a) end items
b) components and raw materials
c) operations

d) materials in process

e) supplies in storage

f) maintenance operatioas
g) data or records
h) administrative procedures.

plans may afso bg
is cautioned to
protection (seg

These plani are intended ‘primacily\to bewused for a continuing series of lots or batches. The
O

1.3 Inspectig

of measuring, examining, testing or otherwise comparing the unit of
prod e slausey1.5) with the requirements.

1.4 Inspection by a

Inspection by attributes is inspection whereby either the unit of product is classified simply as
defective or non-defective or the number of defects in the unit of product is counted, with respect
to a given requirement or set of requirements.

1.5 Unit of product

The unit of product is the thing inspected in order to determine its classification as defective
or non-defective or to count the number of defects. It may be a single article, a pair, a set, a length,
an area, an operation, a volume, a component of an end product, or the end product itself. The
unit of product may or may not be the same as the unit of purchase, supply, production or ship-
ment. ‘
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]

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

222

223

3.1

— 10 —
Classification des défauts et des défectueux

Méthode de classification des défauts
Une classification des défauts est ’énumération des défauts possibles d’un individu, classés
selon leur gravité. Un défaut est une non-conformité de I'individu aux prescriptions imposées.
Les défauts sont normalement groupés dans une ou plusieurs des catégories ci-aprés; toutefois,
les défauts peuvent étre groupés dans d’autres catégories, ou sous-classes a P'intérieur de ces caté-
gories. : ’

Défaut critique

Un défaut critique est un défaut qui, d’apres le ]ugement et 'expérience, est susceptible de
conduire & un manque de sécurité ou a des risques d’accidents pour les utilisateurs, le personnel
d’entretien ou ceux qui dépendent de I'individu en question, ou bien gin défaut qui, d’aprés le

Défaut majeur
Un défaut majeur est un défaut qui, sans étre cri

- Défectueux mineur
Un défectueux mineur contient un ou plusieurs défauts mineurs, mais ne contient aucun défaut
critique ou majeur.

Pourcentage de défectueux et nombre de défauts par cent unités

Expression de la non-conformité

Le degré de non-conformité du produit doit étre exprimé soit en pourcentage de défectueux, soit
en nombre de défauts par cent unités,
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2. Classification of defects and defectives

21 Method of classifving defects

A classification of defects is the enumeration of possible defects of the unit of product classified
according to their seriousness. A defect is any non-conformance of the unit of product to specified
requirements.

Defects will normally be grouped into one or more of the following classes; however, defects
may be grouped into other classes, or into sub-classes within these classes.

2.1.1  Critical defect

A critical defect is a defect that judgment and experience indicate is likely to result in hazardous
or unsafe conditions for individuals using, maintaining or depending upon the product; or a
defect that judgment and experience indicate is likely to prevent performance/of thefunction of a
major end item such as a ship, aircraft, computer, medical equipmeny or telecommunication
satellite.

Nore. — For a special provision relating to critical defects, see Sub-clause 6

2.1.2  Major defect

A major defect is a defect, other than. critical, tha
materially the usability of the unit of product for its/i

re, or to reduce

2.1.3  Minor defect

A defective 1s a
classified a

2.2.1  Critical defective

222 May

2.2.3  Minor defective
A minor defective contains one or more minor defects but contains no critical or major defect.

3. Percent defective and defects per hundred units

3.1 Expression of non-conformance

The extent of non-conformance of product shall be expressed either in terms of percent defective
or in terms of defects per hundred units.
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3.2 Pourcentage de défectueux

Le pourcentage de défectueux d’un effectif donné d’individus est égal a cent fois le nombre
d’individus défectueux contenus dans cet effectif divisé par le nombre total d’individus. Il s’expri-
mera par:

nombre de défectueux

ourcentage de défectueux == — — X 100
P 8 - nombre d’individus contrdlés

3.3 Nombre de défauts par cent unités

Le nombre de défauts par cent unités d’un effectlf donné d’mdmdus est égal a cent fois le
nombre de défauts relevés dans cet effectif (individu pouvant avoir un ou plusieurs défauts) divisé
par le nombre total d’individus. Il s’exprimera par:

nombre de défauts -
nombre d’individus ¢

nombre de défauts par cent unités =

4. Niveau de qualité acceptable (NQA)

4.1 Utilisation

4.2
4.3
yrfe série de lots, & condition que les instructions de la présente recommandation aient
été appliquées. Pour déterminer la protection du client, il est nécessaire de consulter la courbe
defficacité du plan.

4.4 Réserves

La fixation d’'un NQA n’implique pas pour le fournisseur le droit de livrer sciemment des indi-
vidus défectueux.

4.5 Spécifications des NOA

Le NQA 4 utiliser doit étre spécifié dans les contrats ou par l'autorité responsable. Différents
NQA peuvent étre fixés pour des groupes de défauts considérés collectivement, ou pour chaque
défaut particulier. Un NQA peut étre fixé pour un groupe de défauts en plus des NQA pour les
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3.2 ‘Percent defective

The percent defective of any given quantity of units of product is one hundred times the number
of defective units of product contained therein divided by the total number of units of product,
ie.

number of defectives

Percent defective = i X 100
number of units inspected

3.3 Defects per hundred units
The number of defects per hundred units of any given quantlty of units of product is one hundred
times the number of defects contained therein (one or more defects being possible in any unit of
product) divided by the total number of units of product, i.e.:

number of defects
number of units inspected

Defects per hundred units =

4. Acceptable quality level (AQL)

4.1 Use

The AQL, together with the sample size code letter, is
provided herein.

4.2 Definition

The AQL is the maximum perceq
units). that, for purposes of sampling i
average (see Sub-clause 11.2).

4.3 Note on the meaning of AQL

of percent d¢
designated va

dation aretaken. It is necessary to refer to the operating characteristic curve of the plan, to deter-
mine what protection the consumer will have.

4.4 Limitation
The designation of an AQL shall not imply that the supplier has the right to supply knowingly
any defective unit of product.

4.5 Specifying AQLs
The AQL to be used will be designated in the contract or by the responsible authority. Different
AQLs may be designated for groups of defects considered collectively, or for individual defects.
An AQL for a group of defects may be designated in addition to AQLs for individual defects, or
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défauts particuliers ou des sous-groupes de défauts compris dans ce groupe. Les valeurs des NQA
inférieures ou égales 4 10 peuvent représenter soit un pourcentage de défectueux, soit un nombre
de défauts par cent unités; celles qui sont supérieures 3 10 ne peuvent représenter qu’un nombre
de défauts par cent unités. ' :

4.6 NQA recommandés

Les valeurs-des NQA données dans les tableaux sont dites « valeurs recommandées » du NQA.
Si, pour un produit quelconque, on spécifie une valeur du NQA autre qu’une valeur recommandée,
les tableaux ne sont pas applicables. o

5. Présentation du produit

51 Lot

Le terme « lot » signifie « lot-a contrdler », c’est-a-dire

expédition, etc.).

5.2 Constitution des lots

pourrait étre prescrite (voir p , autant que possible, étre constitué
omposition, essentiellement fabriqués
dans les mémes conditions et d éme\période de temps.

53 Effectif des lots
Leffectif ¢

6. Acceptation et rejet

6.1 \A‘cceptabilité des lots
L’acceptabilité d'un lot sera déterminée au moyen d’un ou plusieurs plans d’échantillonnage
associés a un NQA ou aux NQA spécifiés.
6.2 Individus défectueux

Réserve expresse est faite du droit de rejeter n'importe quel individu défectueux trouvé pendant
le contrdle, que cet individu fasse partie ou non d’un échantillon et que le lot dans son ensemble
soit accepté ou rejeté. Les individus ainsi rejetés peuvent étre réparés ou retouchés puis soumis &
un nouveau contrdle avec I’agrément et suivant les prescriptions de I'autorité res'ponsable.
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sub-groups, within that group. AQL values of 10 or less may be expressed either in percent
defective or in defects per hundred units; those over 10 shall be expressed in defects per hundred

units only.

4.6 Preferred AQLs

The values of AQLs given in these tables are known as preferred AQLs. If, for any product,
an AQL be designated other than a preferred AQL, these tables are not applicable.

5. Submission eof product

5.1 Lot or batch

The term ““lot” or “‘batch” shall mean “‘inspection lot™ or “inspe
of units of product from which a sample is to be drawn and inspe
with the acceptability criteria, and may differ from a collectie
for other purposes (e.g. production, shipment, etc.).

5.2 Formation of lots or batches

53 Lot or batch size

5.4 Presentation (1]
The forma

6. Acceptance and rejection

6.1 Acceptability of lots or batches

Acceptability of a lot or batch will be determined by the use of a sampling plan or plans asso-
ciated with the designated AQL or AQLs.

6.2 Defective units

The right is reserved to reject any unit of product found defective during inspection whether
that unit of product forms part of a sample or not, and whether the lot or batch as a whole is
accepted or rejected. Rejected units may be repaired or corrected and resubmitted for inspection
with the approval of, and in the manner specified by, the responsible authority.
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6.3 Réserve spéciale concernant les défauts critiques

A la discrétion de I'autorité responsable, le fournisseur peut étre requis de controler chaque
“individu du lot en ce qui concerne les défauts critiques. L’autorité responsable se réserve le droit
de contrdler, en ce qui concerne les défauts critiques, chaque individu présenté par le fournisseur
et de rejeter le lot dés qu’un défaut critique est trouvé. Elle se réserve également le droit d’échan-
tillonner, en ce qui concerne les défauts critiques, chaque lot présenté par le fournisseur et de
rejeter le lot si ’échantillon prélevé dans ce lot contient un ou plusieurs défauts critiques.

6.4 Lots soumis @ un nouveau contréle

Les lots rejetés ne seront représentés au contrdle qu’aprés que tous les individus auront été
réexaminés ou réessayés et que tous les défectueux auront été éliminés ou les défauts corrigés.
L’autorité responsable décidera si le nouveau contrdle sera effectué en contrdle normal ou en
contrdle renforcé ; elle décidera également si le nouveau controle s app iquera\a tous les types ou
classes de defauts ou aux types ou classes particuliers de défauts a &

& le rejet initial.

7. Prélévement des échantillons

7.1 Echantillon

sans tenir compte de leur qualité. Le no
I’échantillon.

7.2 Echantillonnage représentatif

Controle normal, renforcé, réduit

8.1 Commencement du contréle

Le contrdle normal doit étre adopté au début du controle sauf stipulation contraire de I'autorité
responsable.

8.2 Poursuite du contréle

Le controle normal, renforcé ou réduit de lots successifs doit étre poursuivi pour chaque classe
de défauts ou de défectueux, sauf lorsqu’un changement doit étre effectué conformément aux
régles ci-aprés. Ces régles doivent étre appliquées de fagon indépendante pour chaque classe de
défauts ou de défectueux.
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6.3 Special reservation for critical defects
The supplier may be required at the discretion of the responsible authority to inspect every unit
of the lot or batch for critical defects. The right is reserved to inspect every unit submitted by the
supplier for critical defects, and to reject the lot or batch immediately, when a critical defect is
found. The right is reserved also to sample, for critical defects, every lot or batch submitted by
the supplier and to reject any lot or batch if a sample drawn therefrom is found to contain one
or more critical defects.

6.4 Resubmitted lots or batches

Lots or batches found unacceptable shall be resubmitted for reinspection only after all units
are re-examined or retested and all defective units are removed or defects corrected. The respon-
sible authority shall determine whether normal or tightened inspection shall be used, and whether
reinspection shall include all types or classes of defects or only the particula or classes of
defects which caused initial rejection.

7. Drawing of samples

7.1 Sample

in the sample is the sample size.

7.2 Representative sampling

When appropriate, the number of ¥nits in the\sars

of the sub-lots or sub-batches, or parts ofithe\ot ot ba
When representative sgmphiag } d, the u rom each part of the lot or batch shall be selected

at random.
7.3 Time of sampling
Samples m ¢

7.4
8. Normal, tightened and reduced inspection
8.1 Initiation of inspection
Normal inspection will be used at the start of inspection unless otherwise directed by the respon-
sible authority.
8.2 Continuation of inspection

Normal, tightened or reduced inspection shall continue unchanged for each class of defects or
defectives on successive lots or batches except where the switching procedures given below require
a change. The switching procedures shall be applied to each class of defects or defectives inde-
pendently. '
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8.3 Régles pour la modification du contréle |

8.3.1  Passage du contréle normal au contréle renforcé ,
Lorsqu’un contrdle normal est en vigueur, le controle renforcé doit étre instauré lorsque 2 lots
sur 5 lots consécutifs ont été rejetés en premiére présentation (c’est-a-dire sans tenir compte des
lots présentés une seconde fois au controle). '

8.3.2°  Passage.du contréle renforcé au contréle normal
Lorsqu’un contrdle renforcé est en vigueur, le contrdle normal doit étre instauré lorsque 5 lots
consécutifs ont été considérés comme acceptables en premiére présentation.

8.3.3 - Passage du contréle normal au contréle réduit
' Lorsqu’un contrdle normal est en vigueur, le controle réduit doit étre instauré lorsque toutes les’
conditions suivantes sont remplies:

¢) La production est réguliére.
d) L’autorité responsable estime des1rable de pe

8.34

8.4

enforcé, le controle effectué selon les dispositions de ce document doit
dgnt les mesures destinées a améliorer la qualité du produit présenté.

Plans~d’échantilionnage

9.1 Plan d’échantillonnage

Un plan d’échantillonnage fixe le nombre d’individus qui doivent étre controlés dans chaque lot
(effectlf de P’échantillon ou séries d’effectlfs d’¢échantillons) et les critéres d’acceptabilité (critéres
,d’acceptatlon et de rejet).

9.2 Niveau de contréle

Le niveau de controle détermine la relation entre Ieffectif du lot et celui de I’échantillon. Le
niveau de contrdle a utiliser dans chaque cas particulier doit étre prescrit par 'autorité respon-
sable. Le tableau I donne trois niveaux de controle: I, II et III pour usages généraux. Sauf
prescription contraire, le niveau de contrdle II doit étre appliqué. Cependant le niveau de controle I
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8.3 Switching procedures

8.3.1  Normal to tightened

When normal inspection is in effect, tightened inspection shall be instituted when 2 out of 5
consecutive lots or batches have been rejected on original inspection (i.e. ignoring resubmitted
lots or batches for this procedure).

8.3.2  Tightened to normal

When tightened inspection is in effect, normal inspection shall be instituted when 5 consecutive
lots or batches have been considered acceptable on original inspection.

8.3.3  Normal to reduced

When normal inspection is in effect, reduced inspection shall be institutedprovided that all
of the following conditions are satisfied:

8.3.4 Reduced to normal

When reduced inspection is in effect, &
occur on original inspection:

a) alot or batch is rejected,
d) other condjtions warfant the
8.4 : finspeeti
s or batches remain on tightened inspection (or such other
¢ responsible authority), inspection under the provisions of this

ued pending action to improve the quality of submitted material.

9.1 Sampling plan

A sampling plan indicates the number of units of product from each lot or batch which are to
be inspected (sample size or series of sample sizes) and the criteria for determining the acceptability
of the lot or batch (acceptance and rejection numbers).

9.2 Inspection level

The inspection level determines the relationship between the lot or batch size and the sample
size. The inspection level to be used for any particular requirement will be prescribed by the
responsible authority. Three inspection levels, I, IT and 111, are given in Table I for general use.
Unless otherwise specified, Inspection Level IT will be used. However, Inspection Level I may be
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peut étre prescrit quand on peut se contenter d’une sévérité moindre et le niveau Il pour une
sévérité plus grande. Quatre niveaux de controle spéciaux supplémentaires S-1, S-2, S-3, et S-4
sont donnés dans le méme tableau et peuvent étre utilisés lorsque des effectifs d’échantillons
relativement faibles sont nécessaires et que des risques d’échantillonnage élevés peuvent ou donvent
étre tolérés.

Note. — Lorsqu’on fixe I'un des niveaux de contréle S-1 a S-4, il faut veiller 2 ce que les NQA soient compatibles
avec ces niveaux de contrdle. .

9.3 Lettres-code

Les effectifs d’échantillon sont repérés par des lettres-code Le tableau I doit étre’employé pour
trouver la lettre-code 2 utiliser en fonction de I'effectif du lot et du niveau de contrdle prescrit.

9.4 Obtention d’un plan d’échantillonnage

Le NQA et la lettre-code sont utilisés pour trouver' le plan d’éehs

d’ echantlllonnage n est indiqué, les tableaux renvoient l utj
ce cas, Ieffectif de I'échantillon 2 utiliser est donné par la

Lorsque, pour un plan d’échantillonnége i
prendre, si ’autorité responsablete prescyi

9.5
échantillon des plans multiples est inférieur & celui des plans
¢ critére d’acceptation du plan simple correspondant est égal a I),
et multiples est toujours inférieur- a Ieffectif du plan simple. En-général
ives et les frais par individu contrdlé sont moindres dans le cas de I'échan-
que dans le cas de I’échantillonnage double ou multiple
10. Détermination de I’acceptabilité

10.1  Contréle par pourcentage de défectueux

Pour déterminer I’acceptabilité d’un lot dont on contrdle le pourcentage de défectueux, le plan
d’échantillonnage applicable sera utilisé suivant les prescriptions des paragraphes 10.1.1 a 10.1.4.

10.1.1 Plan d’échantillonnage simple
Le nombre d’individus contrdlés doit étre égal a Ieffectif de I'échantillon donné par le plan.
Si le nombre de défectueux trouvé dans I’échantillon est inférieur ou égal au critére d’acceptation,
le lot sera considéré comme acceptable. Si le nombre de défectueux est supérieur ou égal au
critére de rejet, le lot sera rejeté. ‘
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specified when less discrimination is needed, or Level 111 may be specified for greater discrimination.
Four additional special levels, S-1, S-2, S-3 and S-4, are given in the same table and may be used
where relatively small sample sizes are necessary and large sampling risks can or must be tolerated.

Note. — In the designation of inspection levels S-1 to S-4, care must be exercised to avoid AQLs inconsistent with
these inspection levels.

9.3 Code letters

Sample sizes are designated by code letters. Table I shall be used to find the applicable code
letter for the particular lot or batch size and the prescribed inspection level.

5.4 Obtaining sampling plan

9.5 Types of sampling plans

a given AQ $
difficulty and\the aye
plans is less thd

and both of
for single

the available plans. The average sample size of multiple
kil the case corresponding to single acceptance number 1)
dn a single sample size. Usually, the administrative difficulty

10. Determination of acceptability

10.1  Percent defective inspection

To determine acceptability of a lot or batch under percent defective inspection, the applicable
sampling plan shall be used in accordance with Sub-clauses 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 and 10.1.4.

10.1.1 Single sampling plan

The number of sample units inspected shall be equal to the §ampie size given by the plan. If the
number of defectives found in the sample is equal to or less than the acceptance number, the lot
or batch shall be considered acceptable. If the number of defectives is equal to or greater than
the rejection number, the lot or batch shall be rejected.
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10.1.2  Plan d’échantillonnage double .

Le nombre d'individus contrdlés doit étre égal  I'effectif du premier échantillon donné par le
plan. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier
critére d’acceptation, le lot sera considéré comme acceptable. Si le nombre de défectueux trouvé
dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critére de rejet, le lot sera rejeté.
Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critére
d’acceptation et le premier critére de rejet, on doit contrdler un second échantillon dont I'effectif
est donné par le plan. Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon
doivent étre cumulés. Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critére
d’acceptation, le lot sera considéré comme acceptable. Si le nombre cumulé de défectueux est
supérieur ou égal au second critére de rejet, le lot sera rejeté. -

10.1.3 Plan d’échantillonnage multiple

supérieur a deux.

10.1.4  Dispositions spéciales pour le contréle réduit

10.2

par déedmpte du nombre de défauts par cent
centage de défectueux sera utilisé en rempla-

défauts parcent unités. Les courbes pour les NQA inférieurs ou égaux a 10 et pour les effectifs
d’échantillons inférieurs ou égaux a 80 reposent sur la distribution binomiale et s’appliquent au
contrdle par pourcentage de défectueux; les courbes pour les NQA inférieurs ou égaux a 10 et pour
les effectifs d’échantillon supérieurs & 80 reposent sur la distribution de Poisson et s’appliquent &
la fois au controle par décompte du nombre de défauts par cent unités et au contrdle par pourcen-
tage de défectueux (la distribution de Poisson est, dans ces conditions, une approximation conve-
nable de la distribution binomiale). ‘

Pour chaque courbe, les valeurs de la qualité, exprimées en pour-cent, ont été tabulées pour des
valeurs déterminées de la probabilité d’acceptation (P, en %). Des valeurs analogues ont été
tabulées pour le contrdle renforcé ainsi que dans le cas du contrdle par décompte du nombre de
défauts pour les NQA inférieurs ou égaux a 10 et les effectifs d’échantillon inférieurs ou égaux
a 80. '
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10.1.2  Double sampling plan

The number of sample units inspected shall be equal to the first sample size given by the plan.
If the number of defectives found in the first sample is equal to or less than the first acceptance
number, the lot or batch shall be considered acceptable. If the number of defectives found in the
first sample is equal to or greater than the first rejection number, the lot or batch shall be rejected.
If the number of defectives found in the first sample is between the first acceptance and rejection
numbers, a second sample of the size given by the plan shall be inspected. The number of defec-
tives found in the first and second samples shall be accumulated. If the cumulative number of
defectives is equal to or less than the second acceptance number, the lot or batch shall be considered
acceptable. If the cumulative number of defectives is equal to or greater than the second rejection
number, the lot or batch shall be rejected.

10.1.3  Multiple sample plan

10.1.4  Special procedure for reduced inspection

Under reduced inspection, the sampling procedure may e
rejection criteria having been met. In these circumstance

clause 8.3.4 b)).

10.2° Defects per hundred units inspection

1.

distribution ahd dre applicable for percent defective inspection; those for AQLs of 10 or less
and sample sizes larger than 80 are based on the Poisson distribution and are applicable either for
defects per hundred units inspection or for percent defective inspection (the Poisson distribution
being an adequate approximation to the binomial distribution under these conditions).

Tabulated values, corresponding to selected values of probabilities of acceptance (P,, in percent)
are given for each of the curves shown and, in addition, for tightened inspection, and for defects
per hundred units for AQLs of 10 or less and sample sizes of 80 or less.
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1.2 Qualité movenne de la production

La qualité moyenne de la production est définie par le pourcentage moyen de défectueux, ou,
suivant le cas, le nombre moyen de défauts par cent unités, existant dans les produits présentés
au contrdle en premiére présentation par le fournisseur.

Le contrdle en premiére présentation est le premier controle d’une certaine quantité de produit
par oppositibn au contrdle d’un produit présenté a nouveau aprés un premier rejet.

Note, — 11 peut également étre utile de calculer la: qualité rﬁoyénne de la production, généralement définie par
EPA = 100 multiplié par le nombre de défectueux ou de défauts parmi les échantillons de cinq lots consé-

cutifs les plus récents et divisé par le nombre d’individus figurant dans les échantillons pris sur ces mémes-
cing lots. Les lots soumis pour la seconde fois ne doivent pas étre inclus.

11.3  Qualité movenne aprés contréle (AOQ )

L'AOQ est la qualité moyenne du produit obtenue aprés controle, le produit.comprenant alors,
d’une part, les lots acceptés et, d’autre part, les lots rejetés apres contrdle

de tous les défectueux par des individus non défectueux.

11.4  Limite de la qualité moyenne aprés controle (AOQL)

AOQ pour toutes

L’AOQL, pour un plan d’échantilionnage donné, est la Y
side PAQQL pour chacun des

e sont des courbes approchées du fait qu’elles
, effectifs des échantillons des plans doubles et
multiples ont ¢t¢ admi : iy ux a 0,631 n et 0,25 n (n étant leffectif de ’échantil-

~

lon du plan s

11.6

és régles correspondantes donnés dans cette recommandation
¢s lorsque les individus sont produits en séries continues de lots

pour les Pisgues du client généralement utilisés, soit 10% et 5%. Pour d’autres valeurs de ce risque,
on pourra se servir des courbes d’efficacité et de leurs valeurs calculées dans les tableaux.

La notion de niveau de qualité toléré (LQ) peut également étre utile pour fixer le NQA et le
niveau de controle d’une série de lots, car elle permet de fixer un effectif d’échantillon minimal,
lorsqu’il y a des raisons d’éviter, dans un lot quelconque (avec un risque du client supérieur a

_ celui donné), une proportidn de défectueux (ou de défauts) supérieure a une limite fixée.
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